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Znak sprawy 80.272.638.2016
(Nr CRZP/UJ/638/2016)

Krakéw, dnia 28 grudnia 2016 r.
Do wszystkich potencjalnych wykonawcow

dot. postepowania o udzielenie zamowienia z dziedziny nauki, prowadzonego na mocy postanowien
art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz art. 30a-30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 0 zasadach
finansowania nauki, na zakup i dostawe fabrycznie nowego mikroskopu sit atomowych AFM
o parametrach technicznych i ilosciowych opisanych w zalgczniku A do Zaproszenia, na potrzeby
Wydziatu Chemii Uniwersytetu Jagielloniskiego, mieszczgcego sie  w Krakowie, kod: 30-060,
przy ul. Ingardena 3, realizujgcego projekt pt. ,,Skoniugowane nanoszczotki polimerowe — struktura
molekularna a wiasciwosci optyczne i elektryczne”

Wyjasnienia tresci Zaproszenia do skladania ofert i specyfikacji technicznej
przedmiotu zamowienia wraz z informacja o przedtuzeniu terminu sktadania
i otwarcia ofert

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na ponizej cytowane, pisemne zapytania jednego z potencjalnych wykonawcow
skierowane dnia 27 grudnia 2016 r. (za pos$rednictwem poczty elektronicznej), dotyczace przedmiotu
zamoOwienia, uprzejmie wyjasniamy co nastepuje:

Pytanie 1:

W specyfikacji technicznej przedmiotu zamdwienia, w punkcie 1 dotyczgcym wymaganych
trybow pracy, zostat opisany tryb ,, Przewodzqcy AFM oraz spektroskopia prgdowo-napieciowa”, prosze
o popadanie zakresu pomiarowego prqdu przewodzenia?”

Odpowied? 1:

Zakres mierzonego prgdu i oporu powinien wynosi¢ co najmniej 10 rzedu. Dla nateZenia
pradu: prynajmniej od 10 A do 10° A |, dla oporu w zakresie: 102 - 10* Q.

Pytanie 2:

W specyfikacji technicznej przedmiotu zamowienia, w punkcie 1 dotyczgcym wymaganych
trybow pracy, zostat opisany tryb ,,Obrazowanie w podwyzZszonych temperaturach w zakresie
temperatur od temperatury pokojowej do min. 180 °C oraz z mozliwoscig kontroli temperatury co 0.1
°C”, Prosze o podanie czy temperatura 180 °C, ma dotyczy¢ catej powierzchni stolika probki srednica
40mm? Prosze rowniez o sprecyzowanie odcinka czasu w ktdrym ma byc¢ utrzymana temperatura 180
°C? Czy uktad grzewczy musi by¢ w petni zintegrowany z uktadem oswietlacza opasanym w odpowiedzi
na pytania z dnia 23.12.20167”

Odpowied? 2:

Wymagane jest, Zeby uklad grzewczy umoZliwial pomiary temperaturowe zarowno dla
kontaktowego, jak i oscylacyjnego trybu pracy, zarowno w powietrzu, jak i w cieczy. W szczegolnosci
pomiar mikroskopowy powinien byé moiliwy takie podczas zmiany temperatury. Mozliwosci te
powinny by¢é udokumentowane w materiatach producenta lub w publikacjach naukowych. Sposob
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techniczny realizacji tego celu nie jest kluczowy. Uklad grzewczy, o ile realizuje powyisze wymagania,
nie musi by¢ zintegrowany z oswietlaczem.

Pytanie 3:

»W specyfikacji technicznej przedmiotu zamdwienia, w punkcie 5.3 dotyczgcym uktadu
skanowania zostaty opisane dwa wykluczajgce sie technologicznie mechanizmy realizacji uktadu
skanowania” wymagane trzy niezalezne aktuatory piezoelektryczne (odsprzezone skanowanie w osiach
X, Y, Z) LUB skaner piezoelektryczny wyposazony w uktad zamknietej petli sprzeZzenia zwrotnego
(closed-loop) we wszystkich osiach.”

Czy Zamawiajgcy zaakceptuje system wyposazony w skaner z 3 niezaleznymi skanerami
piezoelektrycznymi, ktdre wyposazone bedq w czujniki przemieszczenia dla wszystkich 3 osi?
Uzasadnienie:

Takie rozwigzanie jest najlepszym z mozliwych, poniewaz rozdzielenie skanerow
piezoelektrycznych eliminuje cross-talk podczas skanowania, natomiast bezszumowe czujniki
przemieszczenia linearyzujqg ruch skanera w kazdej osi co jest niezmiernie istotne podczas pomiaréw,
zapewniajgcy wysoka powtarzalnos¢ pomiarow”.

Odpowiedz 3:

Tak, przedstawione rozwiqzanie jest akceptowalne.

Pytanie 4.

,W odpowiedzi na pytanie 2 z dnia 23.12.2016 w Zmawiajqcy dopuscit mozliwos¢ zaoferowania
systemu bez trybu MFM i EFM, ktére mogq by¢ dodane w terminie pdZniejszym podczas rozbudowy
o tryb wysokorozdzielczej sondy Kelvina. Oznacza to Ze w praktyce Zamawiajgcy zgodzit sie na
zaoferowanie systemu z kontrolerem z pojedynczym wzmacniaczem lock-in, czy taka byfa intencja
Zamawiajgcego?

Uzasadnienie:

Standardem na rynku sq obecnie systemy z minimum 2 wzmacniaczami lock-in, umoZliwienie
ztozenia oferty firmie ktdra oferuje kontroler z tylko jednym wzmacniaczem lock-in jest niekorzystne
i szkodliwe dla Zamawiajgcego”.

Odpowied? 4.

Zamawiajgcy dokonat wyboru trybow i srodowiska pracy najbardziej potrzebnych dla
realizacji celow projektu (np. pomiary w podwyiszonej temperaturze, w cieczgy, przewodzgcy AFM)
przy jednoczesnym zapewnieniu mozliwosci rozbudowy urzqgdzenia.

Pytanie 5:

W specyfikacji technicznej przedmiotu zamdwienia, w punkcie 5.5 dotyczgcym uktadu
skanowania Zamawiajgcy napisat ,,Mozliwos¢ wykonania pomiardw z tzw. rozdzielczoscig atomowq
bez koniecznosci zmiany skanera”

Prosze o podanie zakresu weryfikacji tego wymagania przez dodanie zapisu o ,Wymaganiu
podczas testow akceptacyjnych pokazania obrazowania z tzw. Rozdzielczoscig atomowq podczas
obrazowania powierzchni miki” w przeciwnym razie prosze o usuniecie zapisu w punkcie 5.3 gdyz zapis
w takiej formie nie gwarantuje jego spetnienia przez potencjalnego oferenta”.
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Odpowied? 5.

Zgodnie 7 sugestig, wykonanie odpowiedniego testu wykazujgcego obrazowanie 7 tzw.
rozdzielczoscig atomowgq (obrazowanie powierzchni miki, Zlota lub grafitu) jest wymagane.

Pytanie 6:

W odpowiedziach z dnia 23.12.2016 w odpowiedzi na pytanie 4 zamawiajgcy wyspecyfikowat
»konieczny uktad skanowania jako: uktad w trybie skanowania probkq”, przez taki zapis mocno zostata
ograniczona konkurencyjnos¢ w tym postepowaniu. Zwfaszcza ze podane przez pytajgcego
w uzasadnieniu pytania mozliwosci integracji mikroskopu z technikami optycznymi mogq byc réwniez
zapewnione w ukfadzie ze skanujgcq sondg.

Uktad ze skanujgcq sondq posiada réowniez wiele przewag nad uktadem skanowania probkg
m.in.: jest kompatybilny z wiekszymi gabarytowo probkami, nie ogranicza masy probki, w sytuacji gdy
przemieszczany jest jedynie uchwyt sondy predkosc¢ skanowania jest wyzsza. Kolejnym atutem uktadu
ze skanujgcq sondgq jest tatwiejsza praca w cieczy, i mozliwos¢ pracy z otwartq komorg cieczowq.

Czy zamawiajgcy wyrazq zgode na zaoferowanie systemu ze skanowaniem sondg, jako
rozwigzania rownowaznego, przy jednoczesnym zaoferowaniu w ramach obecnego postepowania
trybu mikroskopii sit magnetycznych (MFM), mikroskopii sit elektrostatycznych (EFM), mikroskopii
efektu piezoelektrycznego (PFM), mikroskopii sondy Kelvina (KPFM), wysokorozdzielczej mikroskopii
sondy Kelvina (HR KPFM) oraz skaningowej mikroskopii rozptywu rezystancji (SSRM)?

Dodatkowo nadmienie ze oferowany system posiada standardowo wbudowane w kontroler dwa
szeroko pasmowe wzmacniacze lock-in o szybkosci 20Mhz”.

Odpowied? 6:

Zgodnie z najlepszq wiedzq zamawiajgcego na rynku dostepne sq mikroskopy dzialajgce
W trybie skanowania probkq, ktore mogq spelni¢ wymagania stawiane w tym postepowaniu.
Zamawiajgcemu znane sq zalety i wady obu trybow skanowania (pracowal na obu typach
mikroskopow) i dlatego do celow realizacji projektu dotyczqcego zastosowan fotowoltaicznych
wymaga uktadu ze skanowaniem probkgq.

Jednoczesnie zamawiajacy informuje, iz powyzsze odpowiedzi na pytania stanowig integralng
cze$¢ Zaproszenia i specyfikacji technicznej przedmiotu zaméwienia, a przy tym z uwagi na ich zakres
i charakter oraz termin wptywaja na konieczno$¢ przedtuzenia terminu sktadania ofert. Zatem, termin
sktadania i otwarcia ofert zostaje przedtuzony do dnia 2 stycznia 2017 r. Godziny sktadania i otwarcia
ofert pozostajq bez zmian.

Rownoczesnie informujemy, e Dzial Zamowien Publicznych zmienil siedzibe i aktualnie
miesci_sie przy ul. Straszewskieqo 25/2, 31-113 Krakow (parter). Z uwagi na powyisze, zaréwno
sktadanie ofert (0 ile zostang zloZone w wersji papierowej), jak i otwarcie ofert odbedzie sie w nowej
siedzibie Dziatlu.

Z powazaniem

Monika Poniewierska
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